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1 Beschreibung 



Die Erfindung beZieht sich auf eirie VOrrichfciing, insbe- 
h 5 sondere ein Mikroskop, zur Betrachtung einer Anzahl von 
| £j Edelsteinen, Perlen Oder ahnlich kleiner Objekte, mit einer 

Anordnung zur Dunkelf eldbeleuchtung und einem schlitten- 
artig verschiebbaren Objekttrager aus Kunststoff, der eine 
langgestreckte Aufnahme auf der Oberseite aufweist. 

10 

Es ist bekannt, Edelsteine oder Kristalle mit einer Lupe 
Oder eiiiein Mikroskop zu betrachten. Die Beleuchtung erfolgt 
entweder nach dem Durchlicht- oder Auf lichtprinzip . im 
ersteren Fail durchdringt das Licht das durchsichtige oder 
durchscheinende Objekt und im anderen Fall wird das Objekt 
seitlich beleuchtet und die ref lektierten Lichtstrahlen 
I werden erfaSt* Das betrachfcete Objekt kann bei einer Be- 

leuchtung gemaS beiden oben erwahnten Prinzipien im Hell- 
feld oder Dunkelf eld beobachtet werden- Im Fall einer 
| 2i) Hellfeldbeleuchtung erscheinen der Untergrund hell und das 
Objekt dunkel, wahrend bei einer Dunkelf eldbeleuchtung das 
Objekt hell und der Untergrund dunkel erscheinen. 
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Zur Betrachtung von Edelsteinen werden auch Mikroskope 
(gewohnlich Zangenmikroskope) mit polarisationsoptischer 
Ausstattung, d.h. mit Polarisator und Analysator, ver- 
wendet. Um Lichtbrechung, Reflexion und Totalref lexion an 
den Facetten von Edelsteinen besser beobachten zu konnen, 
wird vielfach Durchlicht-Dunkelf eld-Beleuchtung verwendet, 
bei der das Objekt von der Seite beleuchtet wird oder der 
zentrale Bereich des Beleuchungsstrahlenganges ausgeblendet 
wird. 

Bei einer Reihe von Edelsteinuntersuchungen befindet sich 
der Edelstein in einer Immersionsf liissigkeit, wodurch die 
relative Lichtbrechung vermindert ist und sich ein wirk- 
lichkeitsnaheres Bilds ergibt. Beschadigungen eines Edel- 
steines sind bei dieser Untersuchungsmethode jedoch von 
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auBen riicVifc zn ?ehen * Fur die Untersuchurig einer Reihe- von 
Merkmalen von Edelsteinen wie z.B. von Doppeibredhung, etwa 
Beobachtung doppelbrecherider Eirischlusse sowie von Spari- 
htirigeii, 1st die Verweridurig von polarisiertem Licht uner- 
laBlich. Bei gekreuzteft Ptflarisatoreri erscheinen doppel- 
brechende Kristalle hell/ wahrend eirif achbrechende Kri- 
stalle duftkel bleiben (vgl. auch Will Kleber, VEB Veriag 
Technik, Berlin, Einfuhrung in die Kristal iographie, 10* 
Auflage, 1969. Seiten 296 bis 300). 

Sum Vorfiihren grofierer Ede lsteinpartien , insbesondere fiir 
die GroBenbetrachtung von Edelsteinen mittlerer Qualitat, 
werden sogenannte Sortierbretter aus Kunststoff verwendet. 
Die Edelsteine wefden auf diesen Sortierbrettern aufgereiht 
und der Reihe nach von oben betrachtet, um die Wirkung des 
Steines zu beobachten. Gute Steine hingegen werden von 
unten betrachtet, beispielsweise um den Schliff anzusehen* 

In der US-PS 3 554 631 ist ein Objekttrager, insbesondere 
fur Interferenzmikroskope, beschrieben, der mit einer sich 
zum Boden verjiingenden Nut versehen ist* Die Breite der Nut 
an der Oberseite ist £ 100 yum und am Boden etwa lO^um. Die 
Abmessungen der Nut sind dabei so gewahlt, daB die Inter- 
ferenzringe fiber die gesamte Breite der Nut einzeln unter- 
sucht werden konnen, wobei die Breite der Nut auf der Ober- 
seite des Objekttragers vorteilhaft kleiner als der Durch- 
messer des Objektfeldes ist. Dies gestattet es, daB die 
Interferenzringe wahrend des gesamte.. Mefivorgangs voll- 
kommen sichtbar bleiben und am Boden der Nut etwa gleiche 
Abstande haben. 

Bei einem in der DE-GM 1 958 962 beschriebenem Mikroskop 
wird eine Anordnung zur Dunkelf eldbeleuchtung und eia 
schlittenartig verschiebbarer Objekttrager aus durch- 
sichtigem Kunststoff verwendet. Unterhalb des Objekttragers 
ist eine Gliihlampe angeordnet, deren Licht entweder direkt 
auf den Objekttrager oder auf einen die Gliihlampe seitlich 
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1 umgebenden Ref lektor und dann erst auf den Objekttrager 

trifft. Zwischen Gliihlarape und Objekttrager ist eine Blende 
angeordnet. Ist sie geoffnet, so konnen die Lichtstrahien 
direkt senkrecht auf den Objekttrager treffen, wahrend sie 

5 bei geschlossener Blende vom Reflektor her schrag auf dem 
Objekttrager auf treffen. Zusatzlich weist das bekannte 
Mikroskop eine Leuchtstof f lampe fur die Auf lichtbeleuchtung 
auf , urn beispielsweise Mineraleinschliisse in Edelsteinen 
besser sichtbar zu machen. Eine solche Auf lichtbeleuchtung 
10 ermSglicht auch die Betrachtung von Diamanten. 

Der Objekttrager des bekannten Mikroskops ist als ver- 
schiebbare Schiene mit Vertiefungen ausgebildet, um eine 
Anzahl von Edelsteinen nacheinander betrachten zu konnen. 

15 Zum Verschieben der Schiene ist ein von Hand zu betati- 

gendes Randelrad vorgeschlagen, wobei dieses vorzugsweise 
auBerhalb des Gesichtsf eldes angeordnet sein soli. Dies 
fiihrt zu einer Verlangerung der Objekttragerhalterung. 
Bevorzugt wird fur eine stufenlose Verschiebung des Ob- 

20 jekttragers ein Frikt ionsantrieb, der z.B. aus einer Gummi- 
walze, einem Riemenrad, einem Riemen und einem Randelrad 
bestehen kann • 

Auf der Oberseite ist der Objekttrager mit der erwahnten 
25 Aufnahme versehen, die in der Regel aus zwei Rinnen (Ver- 
tiefungen) mit V-formigem Querschnitt besteht. Die Sei- 
tenflachen der Rinnen schneiden sich zweckmaBig unter 45°, 
so daB sie miteinander einen Winkel von 90° bilden. Die 
Edeisteine sind am Anfang der Untersuchung mit dem be- 
30 kannten Mikroskop in einer der Rinnen angeordnet und werden 
nach ggf. Aussortieren in die andere freie Rinne gegeben. 
Bei der Beobachtung der Edeisteine ist die Blende ge- 
schlossen, so daB nur indirekte Strahlen auf den Objekt- 
trager von untert auffcteffen, wodurch iediglich die Rinnen 
35 erhellfc Sind. Dies fiihrt dafiiU, daB nur die Steine ange- 
strahlt sind uilid die ubritfert Flachein dunkel erischeinen. 
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1 Das oben beschriebene bekannte Mikroskop weist bei der 
praktischen Benutzung erhebliche Nachteile auf . Die zur 
Beleuchtung verwendete Gluhlainpe bewirkt einerseits eine 
beachtliche Erwarmung des Objekttragers und andererseits 
5 ist die erzeugte Helligkeit nicht zuf riedenstellend, selbst 
bei Verwendung einer 60 W-Lampe . Aus letzterem Grund ist 
der Einsatz einer Polarisationsanordnung nicht moglich. Der 
Objekttrager wird auf mehr als 60°C, auch bei Verwendung 
einer Birne mit ca. 3 0 W, erwarmt- Nachteilig ist insbe- 

10 sondere, daS Kunststoff wie z.B. Plexiglas ein schlechter 

Warmeleiter ist, so daB die beleuchtete Unterseite merklich 
warmer als die Oberseite ist. Dies fiihrt zu einer Defor- 
mation Oder Verspannung des Objekttragers, wodurch dessen 
Gleiteigenschaf ten und Verschiebbarkeit stark beeintrach- 

15 tigt sind und moglicherweise bei mehrstiindigem Gebrauch der 
Anordnung nicht mehr verwendungsf ahig sind. 

Mikroskope, bei denen Glasf aserbiinde 1 fur die Beleuchtung 
eingesetzt werden, sind bekannt. Bei einem solchen Mikro- 

20 skop gemaB der US-PS 4 505 55 5 ist angrenzend an die End- 
flache eines Glasf aserbiindels ein Glaskorper angeordnet, 
der dazu dient, das von dem Glasf aserbiindel iibertragene 
Licht aufzunehmen und Licht mit einer gleichmaBigen Licht- 
dichteverteilung an der Ausgangs flache abzugeben. Der so 

25 erzeugte Lichtstrahl wird dann in die optische Anordnung 
des Mikroskops gegeben. 

Bei Perien werden grundsatzlich naturl.tche und Zuchtperlen 
unterschieden, die zwar praktisch gleich aussehen, jedoch 

30 vom Wert her sehr verschieden sind, Zur Unterscheidung von 
natiirlichen und Zuchtperlen wurde beispieisweise ein als 
Lucidoskop bezeichneteo Gerat entwickelt, bei dem die von 
einer starken Lichtquelle angestrahlte Perle in Immersions- 
losung eingetaucht ist und durch ein Mikroskop betrachtet 

35 wird. Ist die untefstichte Perle eine Zuchtperle, so kann 
bei geeigneter Orientierung der Perle eine Streifung des 
Perlmutterkerns sichtbar werden* Dieser Effekt tritt jedoch 
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nur gelegentlich auf , so daB sich dieses Gerat nicht zur 
Untersuchung von Zuchtperlen, insbesondere nicht solcher 
mit dicker Schale, eignet. Weiterhin nachteilig ist die 
erhebliche Blendwirkung infolge der starken Lichtquelle und 
ferner f daB aufgrund der Anordnung in der Immersionslosung 
keine Perlenketten oder dergleichen untersucht werden 
konnen. Durchgesetzt zur Untersuchung von Perlen haben sich 
die Rontgenmethoden, das Rontgenbeugungs- und das Rontgen- 
schattenbildverf ahren (vgl. Schlossmacher, EdeXsteine und 
Perleix, Stuttgart, 1969) . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung 
zur Betrachtung einer Anzahl von Edelsteinen, Perlen oder 
ahnlich kleiner Objekte zu schaffen, die es ermoglicht, 
schnell und zuverlassig eine Anzahl von Edelsteinen etc. zu 
betrachten und ggf. auszusortieren. 

Diese Aufgabe ist bei einer Vorrichtung der eingangs ge- 
nannten Art dadurch gelost, daB die Anordnung zur Dunkel- 
feldbeleuchtung als Lichtquelle eine Kal tlichtquel le mit 
Glasfaserbundel sowie Polarisationsf ilter umfaBt und der 
Objekttrager aus durchscheinendem Material, insbesondere 
Plexiglas, besteht. Unter durchscheinendem Material soil 
hierbei ein Material verstanden werden, das nicht klar ist. 
Vorteilhafte Weitergestaltungen dieser Vorrichtung sind 
Gegenstand der Unteranspriiche. 

Die erf indungsgemaBe Vorrichtung zeichnet sich durch eine 
vorteilhafte Kombination einer Lichtquelle, Polarisa- 
tionsf iltern und Objekttrager aus. Die Verwendung einer 
Kaltlichtquel le wie z.B. einer Halogenlampe ermoglicht eine 
Beleuchtung mit auBerordentlich groBer Intensitat, wobei 
die Glasfaserbundel von vornherein fur eine Strahlbundelung 
sorgen. Grundsatzlich erfolgt die in Betrachtung der Edel- 
steine etc* mit gekreuzten Polarisationsf iltern* Aus dem 
betrachteten Objekt - soweit es ein optisch isotroper Kri- 
stall oder eine amorphe Substanz istt - tritt elliptisch 
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polarisiertes Licht aus, das aufgrund der starken Licht- 
quelle eine ausreichende Intensitat fur die Beobachtung von 
Edelsteinen oder Perlcn hat. Ubl icherweise wird eine 10 bis 
50 (100) f ache VergroBerung gewahlt. 

ZweckmaBig* ist eine Ausgestal tung der langgestreckten Auf- 
nahme mit sich zum Boden verjungendem Querschnitt. Dies 
ermoglicht eine besonders giinstige und stabile Anordnung 
der Steine entsprechend ihrem Schliff. 

Die Beleuchtung der betrachteten Objekte wird unter anderem 
durch den Auf tref f winkel der Lichtstrahlen, die zur Ver- 
fiigung stehende Lichtmenge und den Steinabstand bestiramt. 
Im Fall einer starken Lichtquelle kann auch ein ungiin- 
stigerer Winkel (in Richtung Total ref lexionswinkel ) gewahlt 
werden, da auch dann noch eine ausreichende T.ichtmenge zur 
Beobachtung zur Verfiigung steht. Es kann dann ein zur Po- 
sitionierung der Objekte in der Aufnahme des Ob jekttragers 
giinstigerer Keilwinkel gewahlt werden. Ferner kann auch ein 
durchscheinender, z.B.* schwach milchiger, Objekttrager 
verwendet werden. Durch Variation der Parameter kann 
jewel Is eine optimale Anordnung gefunden werden. - Sollen 
doppelbrechende Steine mit dem erf indungsgemafien Mikroskop 
betrachtet werden, so wird aufgrund der grofleren Intensitat 
des durchtretenden Lichtes zur Verringerung des Lichtes 
vorteilhaft ein Dimmer eingesetzt. 

Der Abstand der Lichtquelle zum jeweils betrachteten Stein 

(Steinabstand) und der Querschnitt des Glasf aserbunde Is 

werden zweckmaflig so gewahlt, daB sich ein relativ kleiner 

Lichtkegel mit nicht zu groBem Querschnitt ergibt, d-h. der 

Strahlfleck klein ist, z.B. 6 nun . Aus diesem Grunde wird 

zweckmaSig ein Querschnitt des G 1 as f ase l bunde 1 s von 4 bis 

2 

5, vorziigsweise 4,5 mm gewahlt. Dies ermoglicht es, nacb 
der Beobachtung eines bestimmten Edelsteines oder eirief 
bestimmten Perle, diese anhand des Strah] flecks auf dem 



Ohjekttrager wiederzuf inden„ Der Stirahlf ieck etffullt somit 
eine Markierungsf Uriktiori # 

Das Material des Ob jekttiragers und die Wandneigung der 
langgestreckten Aufnahme fur die Objekte wefden entspre- 
chend den zu betrachtenden Edelsteinen etc* gewahlt* Je 
weniger durchscheinend die Steine sind, am so durchschei- 
nender sollte das Objekttragermaterial sein, Plexigias hat 

9 X Oil 0X0 WCOUIJUCIO ycci-yjiOL, 37 TW *£oc 41 * 

Im Fall von Farbsteinen wird vorzugsweise Plexigias vom Typ 

010 verwendet. Dieses Material ist 66 % trans luzent (durch- 
scheinend) . Das hindurchtretende Licht ist im wesentlichen 
polarisiert bzw. teilpolarisiert . Die zweckmaBig rinnen- 
formig ausgebildete Aufnahme weist einen keilformigen 
Querschnitt auf und die Seitenwande bilden einen Winkel 
zwischen 90 und 120° , vorteilhaft 100° miteinander. Bei 
diesein Keiiwinkei ergibt sich ein giinstiger Arbeitspunkt in 
bezug auf die Steinlage in der Aufnahme und die Licht- 
transmission in den Stein. Wird der Winkel kleiner, so 
tritt weniger Licht in das Objekt ein, wahrend bei groBerem 
Winkel zwar gtinstigere optische Gegebenheiten vorliegen, 
die Steine jedoch in Schraglage gehen und die Untersu- 
chungsmoglichkeiten schlechter sind. 

Wenn mit aem erf indungsgemaBen Mikroskop Brillanten be- 
trachtet werden sollen, ist das Material des Ob jekttragers 
vorteilfcaft Plexigias vom Typ 072, das 24 % transluzent und 
somit milchig ist. Das durch einen so ausgewahlten Ob- 
jekttrager hindurchtretende Licht ist diffus und nicht 
polarisiert, was auf Streupartikel zuriickzuf fihren ist, die 
in diesem Plexiglastyp vorhanden sind. Es wird dann vor- 
teilhaft eine Tageslichtf ilterschaltung eingesetzt, die 
eine farbgetreue Wiedergabe der Brillanttonungen (wie der 
verschiedenen Gelbtonungen) ermog licht .Die Seitenwande der 
rinnenformig ausgebildeten Aufnahme bilden vorteilhaft 
einen keilformigen Querschnitt mit einem Keiiwinkei zwi- 
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SChen 80 und 90°/ vorzugsweise elnen Winkel von 85 ± 2°* 
Dies gewahrleistet eine sichere Zentrierurig der Brillanten 
bei der Ancrdnung in der Aufnahme und eine gurtStige An- 
ordnting fur die Betrachtuiig * Eiri Winkel von 90° ist aus 
optischen Erwagungen nicht erwiinscht, wahrend bei einem 
Winkel von 80° 30 % mehr Zeit fiir die Ausrichtung der 
Brillanten in der Beobachtungsstel lung benotigt wird, dh. 
es muB langer geschuttelt werden. Auf das Schiitteln wird 
noch eirigegangen. 

Statt Plexiglas vom Typ 072 kariri auch Plexiglas vom Typ 010 
zur Untersuchung von Brillanten verwendet werden. Dies er- 
moglicht eine genauere Untersuchung von Einschlussen . Jb^ 
doch ist die Abbildung weniger farbgetreu. 

Mittels der erf indungsgemafien Vorrichtung konnen alle 
Einschliisse im Stein etc. ohne relative Drehung so gut wie 
herkommlich mit einem Immersionsmikroskop gesehen werden. 
Hierzu braucht iediglich die Tief enscharf e verstellt zu 
werden, so daB die Sichtung in entsprechenden Ebenen er- 
folgt* Gleichzeitig konnen auch Schlif fmerkmale und Fehler 
im Schlif f des Edelsteins, auch auf dessen Unterseite, 
beide zugleich auf einen Blick, festgestellt werden. 

Im Fall, daB das Objekttragermaterial opaker gemacht werden 
soil, werden die Seitenwandf lachen der Aufnahme oder die 
untere Flache des Objekttragers oder samtliche dieser Fla- 
chen mattiert ausgebildet. Plexiglas vom Typ 010 wird ge- 
wohnlxch zusatzlich mattiert verwendet, damit der Schlitteri 
selbst bei der Beobachtung nicht gesehen wird und das Wa~ 
benmuster des Glasf aserbiinde Is unsichtbar wird. Lediglich 
bei speziellen Untersuchungen wird auf eine solche zu- 
satzliche Mattierung verzichtet, z.B. wenn feine Strei- 
f enstrukturen auf Edelsteinen beobachtet werden sollen. 

Die erfindungsgemaSe Vorrichtung gestattet es,- echte Perlen 
(Orientperlen) und Zuchtperlen ohne Anwendung einer Ront- 
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1 genmethode sicher zti Uiiterscheideru Bei Verwendung eines 
Objekttragelrs aus Plexiglas 010 und gekreuzter Poiari- 
sationsf liter kann die Strelfung des Per 1 mutter kerns von 
ZUchtperlen bedbachtet werden. Die Streifen ersdheinen 

5 regenbogenf arbig rotlich und griinlich abwechselnd. 1st - 
wie in den meisten Fallen - keine Streifung sichtbar, 
zeigen Zuchtperlen regenbogenf arbig grune und rote Bereiche 
in verschiedenster AUsbildung. Gelegentlich fehlen auch 

£4 oeo n<srai «ko #3 .n fat w% n«*n^Un 4 v<l J a « t* — — JL«. — . J — 1» 1 i i i 

10 mit leichtem Grunstich* Echte Perlen hingegen weisen nie- 
mals die regenbogenf arbig grun lichen oder roten Bereiche 
auf, sondern sind rein okkerfarbig bis mittelbraun ohne 
Grunstich. Dieser unterschiedliche Gesamteindruck gestattet 
eine zuverlassige Unterscheidung echter Perlen von Zucht- 

i 5 perlen. 

Der Objekttrager des erf indungsgemaBen Mikroskops wird 
zweckmaBig f olgendermaBen hergestellt. Es wird zunachst 
eine Objekttragerstange geschnitten und ein Keil in ge- 

20 wunschtem winkel gefrast. Dann wird der Objekttrager auf 
einem Metal lblock hin- und hergeschoben , urn beim Frasen 
entstandene Grate zu entfernen. Zusatzlich wird mittels 
l200er Schlelf papier fein entgratet, so daB eine saubere 
Fuhrung des Objekttragers bei dessen Verschiebung im Ob- 

25 jekttisch gewahrleistet ist. Die Mattierung der Objekt- 
tragerobersei te geschieht durch Paral lelschleif en, was 
jedoch nur der asthetischen Wirkung wegen geschieht. Die 
Auf lagef lache selbst ist beim Hersteller planpoliert 
worden. Ein Nachschleif en fuhrt zu einer Toleranz von z*B, 

30 5/100 mm. Die Auf lagef lache des Objekttragers wird raog- 

lichst klein gewahlt, so daB sich eine geringe Reibung beim 
Verschieben des Objekttragers ergibt. Die Zentrierung der 
Perlen oder Edelsteine im Falle von Farbsteinen ist nicht 
so kritisch wie bei Brillanten, so daB die Keilausbildung 

35 mit etwas weniger strengen Tolefanzen geschehen kann. 
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Die l*ange des Okjefct txagers wird wegen der mit dem Objekt- 
trager vor dem Eirisetzen in den Objekttisch durehgef uhrten 
Vorausrichfcung der Steine optimiert. Diese Vorausrichtung 
der Steine geschiehfc auf folgeride Weise* Die Steine Werden 
in die langgestreckte Aufnahme eingestreut. Dann wird der 
Objekttrager an einem Ende voil Hand gegriffen and etwas 
angehoben, so daB er im wesentlichen am entgegerigesetzten 
Ende auf der Unterlage aufliegt. Nun wird der Objeikttrager 
hin« una hergeruttei t , was 2u einer Transversalbewegung der 
Steine mit leicht elliptischer Drehung fiihrt- Durch diese 
Hin- und Herbewegung verschieben sich die Steine in der 
Aufnahme derart, daB nach dem Riitteln etwa 95% der in der 
Aufnahme attgeordneten Edelsteine mit dem Schliff nach oben 
angeordnet sind. Die restlichen Steine werden anschliefiend 
mit der Pinzette ausgerichtet . Damit die die Vorsortierung 
vornehmenden Personen bei dem Riittelvorgang moglichst wenig 
ermiiden, rouB Sorge getragen werden, daB der Objekttrager 
mit moglichst wenig Reibung auf der Auf lagef lache bewegt 
wird* Es hat sich als zweckmaBig erwiesen, eine Unterlage 
zu wahlen, die nicht wie Glas eine Vol If lache ist, sondern 
vielmehr wellig ist. Dies fiihrt dazu, daB die Kontaktf lache 
zwischen Unterlage und Objekttrager geringer ist und die 
zum Riitteln auf zubringende Kraft geringer ist. Ein hierfu\~ 
geeignetes Unter lagematerial ist beispie lsweise Trespa 
Vollkern mit einer Dicke von mindestens 8 mm. ZweckmaBig 
sind die Keil- und Auf lagef lachen poliert. Die Auflage- 
f lache des Objekti rM-jers ist geglattet. Vorteilhafte 
Abmessungen der Aufnahme des Objekttrager^ sind eine Breite 
und eine Tiefe von der Aufnahme von maximal 7 bzw. 3 mm. 
Die Mittelausnehmung auf der Unterseite des Objekttragers 
wird zweckmaBig auf etwa 5/10 mm gefrast. Der Objekttrager 
selbst hat zweckmaBig eine Lange von etwa 30 cm, eine 
Breite von etwa 3 cm und eine Hohe von etwa 0,6 cm. fli *.iie 
Priifung von Ketten (Perlen- oder Edelsteinketten) ist die 
erfindungsgemaBe Vorrichtung gut geeignet. Es wird dann 
ein langerer Objekttrager (etwa 50 bis 60 cm) lang 
verwendet . 
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Zur Untersuchung von groBeren Steinen oder von Broschen 
eignet sich besonders ein etwas hoherer Objekttrager (z.B. 
etwa 0,7 mm), so daB die Untersuchungsob jekt nicht mit dem 
Objekttisch in Eingriff treten. Zur Verbreiterung des 
Objekttragers dient zweckmaBig eine aufgeklebte Platte. 

Zur Verschiebung des Objekttragers im Objekttisch ist in 
letzterem zweckmafiig eine Schwa Ibenschwanzf iihrung aus- 
gebildet* Dies gewahr leistet eine sichere und exakte Fuh- 
rung des Objekttragers derart, daB die Perlen oder Edel- 
steine nacheinander zuverlassig untersucht und wieder- 
aufgefunden werden konnen. Zur Veriingerung der Reibung ist 
vorteilhaft die Aussparung der Schwalbenschwanzf iihrung im 
Objekttisch derart ausgebi ldet, daB sich benachbart im 
spitzen Winkel jeweils eine schmale Auf lageschul ter in 
Langsrichtung erstreckt, auf der der Objekttrager gefiihrt 
ist, Auf diese Weise ist die Auf lagef lache und soroit die 
Reibung verringert. Alternativ kann der Objekttrager selbst 
auf der Unterseite am Rand mit beispielsweise einer lei- 
stenartig ausgebi ldeten Auf lagef lache ausgebildet sein, urn 
die Kontaktf lache zu verringern. 

Selbstverstandlich ist zweckmaBig in herkomml icher Weise 
eine zusatzllche Anordnung zur Auf lichtbeleuchtung vor- 
gesehen. Diese dient wie bei jedem Mikroskop fur die Be- 
trachtung nicht transparenter Steine b2w. hilfsweise zur 
Ausleuchtung von Randern, Kanten und dergleichen. Wenn fur 
bestimmte Untefsuchungen ohne Durchlicht gearbeitet werden 
soil, wird zweckmaBig eine lichtundurchlassige Scheibe in 
den Strahlengang eingebracht. 

Das erf indungsgemaBe Mikroskqp ermoglicht eine auBeror- 
dentliche rasehe Untersuchung- von Edelsteinen oder Perlen. 
Efi ermoglicht e& beispielsweise, etwa 100 kleirtd Brillanten 
bzw. Brillatttspliktber in beispielsweise ZWei MiftUten dux*eh 
die erwahnte ftuttel-* und Sdhiittelbewegung auszurichten* Ftlr 
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das Durchmustern dieser so ausgerichteten Steine im Mikro- 
skop werden lediglich eineinhalb Minuten benotigt, so daB 
die Dntersuchung der Steine nach etwa dreieinhalb Minuten 
abgeschlossen ist. Insgesaint konnen so von einer Person an 
einem Arbeitstag (7 Stunden) ca. 12.000 Brillanten un- 
tersucht werden* Eine Ermiidung ist dabei weitgehend her- 
abgesetzt, denn zum einen ist das Vorsortieren durch den 
Objekttrager mit auBerordentlich geringem Reibungswider- 
stand erleichtert und zum anderen sind die optischen 
Bedingungen aufgrund der erfindungsgemaflen vorteilhaf ten 
Dunkelf eldbeleuchtung auBerordentlich augenf reundlich. 

Der Objekttrager seibst kann aufgrund der geringen Reibung 
ohne weiteres sukzessive von Hand verschoben werden f so daB 
ein Stein nach dem anderen nacheinander betrachtet werden 
kann. Es konnen etwa 100 Steine auf einem etwa 30 cm langen 
Objekttrager angeordnet seln, so daB die einzelnen Steine 
einen Abstand von etwa 3 mm zueinander aufweisen. Eine 
Verschiebung entsprechend diesen Abstanden ist ohne Pro- 
bleme moglich und der Lichtkegel beleuchtet eine Flache, 
die etwas groBer als die Steine jeweils ist. Aufgrund des 
relativ kleinen Strahlflecks lassen sich nach Wunsch be- 
st immte Steine nach der Priifung mit der Pinzette aussor- 
tieren. 

Wenn auf dem Objekttrager (z.B. auf einer Halfte) eine 
Skala bzw. entsprechende Markierungen angebracht sind, 
brauchen die Steine etc. nicht ggf. sofort nach einer 
Sichtung weggeraumt zu werden, vielmehr kann die der 
Steinposition entsprechende Markierung rtotiert und spater 
abgeraumt werden. Hierdurch wird eine Blendung vermieden. 

Fur derart aussortierte Steine hat sich eine Zwischenablage 
auf dem Objekttisch seibst als zweckmaflig erwiesen. Der 
gewohnlich schwarz eloxierte Objekttisch wird mit einem 
Haftetikett beklebt und es werden mit einem fasserfesten 
Filzschreiber Markierungen aufgebracht, die z.B. mit stets 



17 



verfugbarem Brennspiritus wieder geloscht werden konnen. 
Diese MaBnahme ist entsprechend dem Umfang der aussor- 
tierten Steine (etwa 3% beispielsweise) angemessen. Im 
Falle von Brillanten werden diese mittels einer sogenannten 
Collage-Pinzette aufgenommen und abgelegt, wahrend Farb- 
steine mit einer geraden PinzeJ-.te auf die Zwischenablage 
aufgrund des groBeren Keilwinkels herubergeschoben werden 
konnen. Die Uberfuhrung der aussortierten Steine von der 
Zwischenablage auf eine weitere Ablage kann z.B. mittels 
einer schauf elartig ausgebildeten Pinzette etc. geschehen. 
Dies laBt sich durch folgende MaBnahmen gunstig bewerk- 
stelligen. Der Objekttisch wird an der oberen AuBenkante 
mit einer Ausneh;nung von oben und radial v^rsehen. Die 
schaufelartig ausgebildete Pinzette kann dann ohne An- 
strengung mit einer Hand auf der im wesentlichen hori- 
zontaien Schulter und anliegend an dem vertikalen Abschnitt 
der Ausnehmung gehalten werden. Mit einer von der anderen 
Hand gehaltenen 1 mzette konnen dann die aussortierten 
Objekte auf die Schauf el geschoben werden. 

Die Erfindung wird im folgenden weiter anhand eines bevor- 
zugten Ausf uhrungsbeispiels und der Zeichnung erlautert. In 
der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 (a) und (b) eine Vorder- und Seitenansicht eines 
erf indungsgemaBen Mikroskopes, 

Fig. 2 eine schematische , perspektivische Teildarstellung 
eines solchen Mikroskopes und 

Fig* 3 eine Veranschaulichung des Strahlengangs durch den 
Objekttrager und einen Edelstein. 

Im folgenden wird zunachst auf Fig. 1 (a) und (b) Beziig 
genommen. Bei dem erf indungsgemaBen Mikroskop werden soweit 
moglich Standatfdteile verwendet* Im gezeigten AUsfuh- 
rungsbeispiel Weist das Mikroskop zwei Okulare 2 auf, es 
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1 kann jedoch auf ein Monokular-Mikroskop verwendet werden. 

In herkommlicher Weise umfaBt das Mikroskop einen FuS 4 und 
ein Stativ 6, an dem die Okularancrdnung 8 und ein Objekt- 
tisch 10 in bekannter Weise hohenverstel lbar angebracht 
5 sind. Fur die Arretierung der Okularanordnung 8 und des 

Objekttisches 10 sind Stel ischrauben 12 bzw. 14 vorgesehen. 
Stellschrauben 16 dienen zum Verschwenken der Okularan- 
ordnung, Ein Zooms tell ring 22 in der Okularanordnung 8 
ermoglicht eine stufenlose Einstellung der VergroBerung des 

10 Mikroskops, die vorzugsweise standardmaBig zwischen ] 0 und 
SOfacher VergroBerung liegt. Es konnen groBere VergroBerung 
mittels herkommlicher Zusatzteile erzielt werden. Die Oku- 
laranordnung weist ferner am objektseitigen Ende einen ab- 
schraubbaren Polarisationsf ilter 18 auf, zu dessen Ver- 

15 stel lung ein Stellstift 20 vorgesehen ist. 

Der Objekttisch 10 ist im gezeigten Ausf uhrungsbeispie 1 ein 
ublicher Rundtisch, der auf einer Tragerplatte 24 ange- 
bracht ist. Die Tragerplatte 24 , die am Stativ 6 mittels 

20 einer Fiihrungsbuchse 26 gefuhrt ist, weist beziiglich des 

Objekttisches 10 zentriert eine Ausnehmung auf, in der eine 
mit einem Flansch 28 versehene Buchse 30 aufgenommen ist. 
Die sich beziiglich des Objekttisches 10 nach unten zylin- 
drisch erstreckende Buchse 30 tragt die Ob jektivanorJnung 

2B 32, die einen mittels einer Schraube 34 fixierbaren 

Lichtauf nahmekopf umfaBt. In diesem sind zwei Konden- 
sorlinsen 38 zur Bundelung des Lichtstrahls angeordnet, 
wobei die untere Kondensor 1 inse auf einer Auf nahmescheibe 
40 ruht. Die obere Kondensor 1 ins** ist von einer zylindri- 

30 schen Buchse 42 umgriffen, auf der eine Fil terscheibe 44 
sitzt. Unterhalb der Kondensor 1 insenanordnung endet ein 
Glasf aserbiindel 46 mit einer zy lindrischen Halterung 48. 
Das Glasf aserbiindel 46 wird von einer nicht dargestel I ten 
Kaltlichtquelle beleuehfcet* 

35 

Eine zusatzilche Anordnung z\xr Au£lichtbeiaUChtUng 1st be! 
52 angedantet. Als Lichtquelle kann ebenfalls ein£ Kalt- 
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lichtquelle mit beispielsweiae 100 W vorgesehen sein. Es 
wird zweckmaflig fur die Beleuchtung mit Dufchlicht Oder 
Auflicht eirie gemeinsame Lichtquelle verwendet, die eine 
Einrichtung zum Wegblenden des jewells nicht beriotigten 
Strahlteils aufweist. 

Der Objekttisch 10 1st obethalb der Fil terscheibe 44 mit 
einer Schwalbenschwanzf uhrung ausgebildet, in die im 
gezeigten Beispiei ein entsprechend ausgebildeter schie- 
nenartiger Objekttrager 54 aus Plexiglas vom Typ OiO 
eingeschobeii 1st. Wie Fig. 1 (b) zu entnehmen ist, liegt 
der Objekttrager 54 lediglich im Randbereich auf einer sich 
in Langsrichtung erstreckenden Auf lageschulter 56 der 
Schwalbenschwanzf uhrung auf. Auf dor Oberseite ist der 
Objekttrager 54 mit einer langgestreckten Aufnahme 58 
ausgebildet, die sich in Langsrichtung des Ob jekttragers 
erstreckt und einen keilf ormigen Querschnitt aufweist. 
Diese Aufnahme dient zur Halterung der zu betrachtenden 
Edelsteine und dergleichen* Bei 60 ist eine Pinzette zum 
Greifen und Entnehmen ausgewahlter bzw. aussortierter 
Objekte angedeutet* 

Fig. 2 zeigt das erf indungsgemaSe Mikroskop in vergroflertem 
MaSstab in Teildarstellung. Soweit die Telle dieselben wie 
in Fig. 1 (a) und (b) sind, werden sie nicht erneut be- 
schrieben. Zusatzlich ist aus Fig. 2 der zweite Pola- 
risationsf liter 62 (Polarisator) ersichtlich. Die beiden 
Pfeil£ 66, 68, die schematisch an den Polarisationsf il- 
terdarsfcellungen 18 und 62 veranschaulicht sirid, sollen die 
gekreuzte Steliung der Polarisationsf liter andeuten, mit 
der in der Aufnahme 58 des Objekttragers 54 angeordnete 
Edelsteine 70a, 70b, 70c untersucht werden. Der Pfeil 72 
deutet die Verschiebbarkeit des Objekttragers 54 in der 
Scnwalbenschwanzf uhrung des Objekttisches 10 an. 

Fig. 3 veranschaulicht den Strahlengang im Bereich des 
Objekttragers 54. Wie in Fig. 3 veranschaulicht ist, bilden 
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die Seitenflacheh 74a, 74b der kei If ormigen Aufnahme 58 
einen Winkei 76 von etwa 120°. Der in der Aufnahme 58 
angeordnete Edelstein 70a, der Polarisationsf liter 62 und 
das Objektiv 64 sind ledigiich schematisch angedeutet. 

Die Lichtstrahlen aus dem Glasfaserbundel 46 treffen von 
unten senkrecht auf dera durchscheinenden Objekttrager 54 
auf. sie erstrecken sich welter geradlinig durch den Ob- 
jekttracrer 54 und wpfcipn < * c i ^ _ 

' — — uwAi.onj.ia^tlcil f h a , r HO Xtl 

einem Winkei von der Lotrechten nach auBen entsprechend dem 
verhaltnis der Brechungsindizes f ortgebrochen und treten 
teilweise in den Edelstein 70a ein, der auf diese Weise von 
unten und Von den Seiten her beleuchtet wird. Die lediglich 
durch den Objekttrager 54 hindurchgelangendeh Strahlen 
15 verlaufen auBerhalb des Objektivs 64, so daB der Objekt- 
trager 54 fur den Betrachter dunkel 1st. Im Edelstein 70a 
werden die linearpolarisierten Lichtstrahlen elliptisch 
polarisiert, so daB auch nach dem Durchhreten des Lichtes 
durch den Edelstein 70a und den Polarisationsf liter 62 
Licht roit ausreichender Helligkeit in das Objektiv 64 
eintritt. Durch die starke Lichtquelle reicht die Inten- 
sity dieses Lichts aus, obwohl sie grundsatzlich etwa 10% 
der Intensitat von Licht entspricht, das nach Durchgang 
durch doppelbrechende Kristalle durch einen Polarisa- 
25 tionsfilter hindurchtritt . Dies erklart das Erfordernis der 
starken Lichtquelle bei der Untersuchung optisch isotroper 
Kristalle und amorpher, transparenter Substanzen wie z.B. 



Glas. 
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Vorrichtujig zur Betrachtung einer Anzahl von Edelsteinen 



Anspriiche 

1 1. Vorrichtung, insbesondere Mikroskop, zur Betrachtung 
einer Anzahl von Edelsteinen, Perlen oder ahnlich kleiner 
Objekte, mit einer Anordnung zur Dunkelf eldbeleuchtung und 
einem schl i ttenar t ig verschiebbaren Objekttrager aus Kunst- 

5 stoff, der eine langges treckte Aufnahme auf der Oberseite 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Anordnung zur Dunkelf eldbeleuchtung als Lichtquelle eine 
Kaltlichtquelle mit Glasf aserbundel (46) sowie Polarisa- 
tionsfilter (18, 62) umfaBt und der Objekttrager (54) aus 
10 durchschelnendem Material, insbesondere Plexiglass besteht. 
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB sich der Querschnitt der Aufnahme 
(58) zurn Boden verjiingt. 

3. Vorrichtung zur Betrachtung von Farbsteinen nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,dafi 
das Material des Objekttragers (54) Plexiglas vom Typ 010 
oder ein Material mit vergleichbaren optischen Eigen- 
schaften ist und die Seitenwande (74) der rinn-nf ormig 
ausgebildeten Aufnahme (58) einen keilformigen Querschnitt 
mit einem Winkel (76) zwischen 90 und 120° bilden. 



4. Vorrichtung zur Betrachtung von Brillanten, nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekenn Z eichnet,dae 
das Material des Objekttragers (54) Plexiglas vom Typ 072 
oder ein Material mit vergleichbaren optischen Eigenschaf- 
ten ist und die Seitenwande (74) der rinnenformig ausge- 
bildeten Aufnahme (58) einen keilformigen Querschnitt mit 
einem Winkel zwischen 80 und 90°, vorzugsweise 85 * 2° 
20 bilden. 

5. Vorrichtung nach Ansprucn 4, gekennzeich- 
n e t durch einen Zwischenf ilter. 



6. Vorrichtung zur Betrachtung von Brillanten, nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekenn 2 eichnet,daB 
das Material des Objekttragers (54) Plexiglas vom Typ 010 
oder ein Material mit vergleichbaren optischen Eigen- 
schaften ist und die Seitenwande (74) der rinnenformig 
ausgebildeten Aufnahme (58) einen keilformigen Querschnitt 
mit einem winkel zwischen 80 und 90°, vorzugsweise 35 ± 2°, 
bilden. 

7. Vorrichtung naeh einem der Anspruche 2 bis 6, d'adurch 
gekennzeichnet,da8die untere Flache des 
Objekttragers (54) urid/oder die Seitenwcndf lacheh (74) der 
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AUfnahiUe (58) im Falie eines weftiger miichigeri Materials 
mattiert sind* 

8* Vorrichtung nach einem de£ Afts]?i*uche 2 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die untere Flache des 
Objekttrageirs (54) und/oddif die Seitenwandf iadhen (58) del 4 
Aufnahme zusatziich mattiert sind* 

9. Vorrichtung nach einem der Ansprudhe 1 bis 8 f dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Aufnahme (58) des 
dbjekttragers (54) eine maximaie Breite von 7 mm und eine 
maximale Tiefe von 3 mm aufweist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche i bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf dem Objekttrager 
eine Skala angeordnet ist. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Objekttrager (54) 
eine Lange von etwa 30 cm, eine Breite von etwa 3 cm und 
eine Hohe von etwa 0,6 cm aufweist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Objekttrager eine 
Hohe von etwa 0,7 cm aufweist und dafi auf der Oberselte des 
Objekttragers eine diinne Platte mit einer Breite von etwa 4 
cm aufgeklebt ist. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Objekttisch (10) eine 
Schwalbenschwanzfuhrung fur den Objekttrager (54) ausge- 
bildet ist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Aussparung der Schwalbenschwanz- 
fuhrung im Objekttisch (10) derart ist, daB sich benachbart 



1 deiti Spifczen Winkei jeweiis eine schmale Auf lageschuiter 
(56) in Langsrichturig eirstreckt. 

15* Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 13/ dadurch 
5 gekennzeichnet, daB der Ob jekttrager auf der 
Unterseite am Rand mit die Auf iagef iache bildenden Leisten 
ausgebiidet ist. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche i bis 15, dadurch 
10 gekennzeichnet, daB der Querschnitt des Glas- 
faserbiindels (46) 4 bis 5 mm 2 , vorzugsweise 4,5 mm 2 , be- 
tragt. 

17* Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch 
16 gekennzeichnet, dafi die Kaltlichtquelle eine 
Halogenlampe ist. 

18. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dafi zur Verringerung der 

20 Lichtintensitat ein Dimmer vorgesehen ist. 

19. Vorrichtung riach einem der Anspriiche 1 bis 18, 
gekennzeichnet durch eine zusatzliche 
Auf lichtbeleuchtung (52) . 
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20. Vorrichtung nach einem der Ansprtfche 1 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine lichtundurchlassige 
Scheibe, vorzugsweise anstelle eines Polarisationsf liters, 
in den Strahlengang einsetzbar ist* 

21. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf dem Objekttisch eine 
Zwischenablage fur aussortierte Edelsteine oder Perlen 
vorgesehen ist. 



35 




BNSDOCID: <DE 871491 2U1J_> 




BNSDOCID: <DE 871491 2U1_I_> 




BNSDOCID: <DE 871491 2U1_I_> 




BNSDOCID: <DE 871491 2U1J_> 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



